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Patentanspriiche:

1. Einrichtung zur Aufnahme von Werkstiicken bzw. Priiflingen mit groRReren Dimensionen in
stationéren Diffraktcmetern zur rontgenographischen Struktu runtersuchung, insbesondere zur
Ermittlung von Spannungen und/oder Elastizitatskonstanten, unter Verwendung des y-Verfahrens,
wobei eine Kippachse rechtwinklig zur Diffraktometerachsa in der vom Roéntgenprimér- und
-sckundérstrahl aufgespannten Strahlenebene sowie in der Oberflichenebene von Werkstiick bzw.
Prafling, in der der Rontgenstrahl wirksam wird, verlauft, mit einem Aufnahreelement fiir
Werkstick bzw. Priifling, dadurch gekennzeichnet, daR das Aufnahmeelement [7; 7.1)
plattenférmig mit einem Durct:bruch (9) fiir Réntgenprimarstrahl (3) und -sekundérstrahl (4)
ausgebildet ist und mit einer Anlageflache (8; 8.2) fiir die Anlage der Oberflichenebene von
Werkstiick bzw. Priifling (6), in der der Réntgenstrahl (3) wirksam wird, versehen ist, welche
Anlagefldche sich auf der dem Réntgenprimaérstrahl (3) und -sekundirstrahl (4) abgewandten Seite
des Aufnahmeelements (7; 7.1) befindet, wobei das Aufnahmeelement {7; 7.1) um den
Kippwinkel (4) kipp- und in der jeweiligen Winkelstellung feststelibar ist, die Kippachse (10) in der
Anlageflache (8; 8.2) verlauft und das Aufnahmeelement (7; 7.1) eine der Anlagefliche (8; 8.2)
zugeordnete Fixiereinrichtung fiir Werkstiick bzw. Priifling (6) aufweist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf® im plattenférmigen
Aufnahmeelement (7.1) eine Drehscheibe (20) dreh- und feststellbar gelagert ist, deren
Drehachse (21) dem Lot auf dem Oberflachenpunkt entspricht, in dem der Réntgenstrahl (3)
wirksam wird, und deren dem Réntgenprimarstrahi (3) und -sekundérstrahl (4) ahgewandte Flache
die Anlageflache (8.2) bildet und mit dem Druchbruch (9) versehen ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1und 2, dadurch gekennzeichnet, da8 das Aufnahmeelement (7: 7.1)in
Flucht zur Kippachse (10) seitlich je einen Lagerzapfen (11) aufweist, welche beide in einem
Gehéause (12) gelagert sind, das auf dem Arbeitstisch (1) des Diffraktometers koaxial zur
Diffraktometerachse (2) drebmitnehmend befestigbar ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da das Aufnahmeelement (7; 7.1) relativ
zum Gehduse (12) stufig oder stufenlos kipp- und in der jeweiligen Winkelstellung feststellbar ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, da8 im Aufnahmeelement (7; 7.1) seitlich
eine federbelastete Indexkugel (15) angeordnet ist, welche in auf einem Kreisbogen konzentrisch
zur Kippachse (10) angeordnete Indexbohrungen (16) des Gehéuses {12) einrastbar ist, so dafd
selektive Winkelstellungen des Aufnahmeelements (7; 7.1) einstelibar sind.

€. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 1 und 2, gekennzeichnet durch eine kraft- und/oder
formschliissige Fixierung des Werkstiickes bzw. des Priiflings (6) an der Anlageflache (8; 8.2) des
Aufnahmeelements {7) bzw. der Drehscheibe (20).

. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal das Aufnahmeelement (7) bzw. die
Drehscheibe (20) als elektro- oder permanentmagnetische Spannplatte fiir die Fixierung
ferromagnetischer Werkstiicke oder Priiflinge (6) oder Priiflingshalter ausgebildet ist, deren
Wirkungsflache die Anlageflache (8; 8.2) ist.

8. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daf im Aufnahmeelement (7) bzw. in der
Drehscheibe (20) Bohrungen und Kanéle (25) vorgesehen sind, die in der Anlageflache (8; 8.2)
minden und andererseits (iber eine Steuervorrichtung mit einem Unterdruckerzeuger verbunden
sind, zwecks Vakuumhalterung von Werkstiick oder Priifling (6) oder Priflingshalter.

~J

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Aufnahme von Werkstiicken bzw. Praflingen mit groBeren Dimensionen in stationéren
Diffraktometern zur réntgenographischen Strukturuntersuchung, insbesondere zur Ermittiung von Spannungen und/oder
Elastizitdtskonstantan, unter Verwendung des -Verfahrens, wobei eine Kippachse rechtwinklig zur Diffraktometerachse in der
vom Rontgenprimér- und -sekundérstrahl aufgespannten St ‘ahlenebene sowie in der Oberfidchenebene von Werkstiick bzvy.
Prifling, in der der Réntgenstrahl wirksam wird, verlauft, mit einem Aufnahmeelement fiir Werkstiick bzw. Prifling.

Die Erfindung ist insbesondere anwendbar bei der rontgenografischen Spannungsermittlung an gréReren Werksticken bzw.
Bauteilen im Rahmen eines Fertigungsprozesses, wobei deren Zerstdrung und Beeinflussung durch Probennahme vermieden
ist.
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Churakteristik des bekannten Standes der Technik

Die réntgenografische Spannungsmessung ist ein bekanntes Verfahren zur zerstorungsfreien Bestimmung von Last- und
Eigenspannungenin Werkstiicken bzw. Priflingen sowie auch zur Ermittlung der rontgenografischen Elastizitatskonstanten, z.B.
der Querkoniraktionszahl (E.Macherauch , Stand und Perspektiven der réntgenographischen Spannungsmessung - Teil [*,
METALL 34 [1980) 5, S.443-452, DD-PS 228072, DN-PS 231651).

Zur Messung werden Gberwiegend kommerzielie Diffraktometer- bzw. Goniometer-MeReinheiten mit den bekannten
Strahlungsdetektoren verwendet. Dabei wird - lie erforderliche Kippung von Waerkstlick/Priifling um den Kippwinkel Y auf zwei
Wegen erreicht (U.Wolfstieg ,t-Goniometer”, HTM 31 [1976] 1/2, S. 19-21): Beim w-Verfahren ist die Kippachse gleichzeitig die
Achse des Diffraktometers, die rechtwinklig zur von Primiér- und Sekundérstrahl aufgespannten Ebene verlauft. Beim
y-Verfahren dagegen verlduft die Kippachse rechtwinklig zur Achse des Diffraktometers und liegt gleichzeitiq in der
Oberflichenebene von Werkstiick bzw. Prifling.

Bekanntlich enthélt das w-Verfahren Nachteile und Fehlermoglichkeiten {H. Neff , Stationire Diffraktometer-Einrichtungen”,
HTM-Beiheft 1982, S.19-25), weshalb das @-Verfahren vorrangig angewendet bzw. angestrebt wird. Bei dessen Anwendung an
kommerziellen Diffraktometern ist die Aufnahme der zu prifenden Werkstiicke bzw. Priiflinge in speziellen
Aufnahmeeinrichtungen notwendig, welche eine sichere Fixierung von Werkstiick/Prifling unter einem {einstellbaren)
Kippwinkel s gestatten,

GeméR DE-PS 2814337 ist eine entsprechende Einrichtung bekannt, welche eine Drehung bzw. Kippung des Priiflings - mit Hilfe
von Servomotoren und Getriebeelementen unabhingig voneinander — um drei Achsen gestattet. Die Einrichtung ist auf Grund
der unterschiedlichen Einstell- bzw. Bewegungsmaglichkeiten mechanisch und fertigungstechnisch sehr aufwendig und teuer.
AuBerdem ermoglicht sie infolge der Verwendung einer schraubstockartigen Fixierung nur die Aufnahme von relativ kleinen
Priflingen, welche i. d. R. aus groBeren Werkstiicken bzw. Halbzeugen herausgetrennt werden miissen. Eine {teilweise)
Zerstérung des Werkstiickes und Verdnderungen des Spannungszustandes sind die Folge.

Eine weitere Einrichtung ist beschrieben in B.Kémpfe , Zur Methodik der Analyse polykristalliner Schichten mit
Hontgeninterferenzen”, Diss. {B), Karl-Marx-Stadt 1982, S.45, 92, Diese Einrichtung wird auf dem Tisch eines kommerziellen
Diffraktometers befestigt und beinhaltet sine manuell iiber Schnecke/Schneckenteilrad betétigbare Kippeinrichtung. Nachteilig
istdie mangelnde Stabilitat auf Grund der seitlichen Ausladung der Priiflingsaufnahme und gleichfalls die Aufnahmemaéglichkeit
von nur kleinen Praflingen.

Auch unter Verwendung des bekannten Textur-Goniometers {H. Neff ~Grundlagen und Anwendung der Réntgen-Feinstruktur-
Analyse”, Miinchen 1962, S.356) st eine Kippung des Priiflings nach dem y-Verfahren grundsétzlich denkbar. Dazu ist jedocti ein
Umbau des Gerétes erforderlich, da in diesen zwei Drehbewegungen mit einer Linearbewegung mechanisch gekoppelt sind.
Entsprechend aufwendig ist das Gerat. AuRerdem begrenzt der GuRere Ring {innerhalb dem der Priifling aufgenommen ist) mit
seiner Breite den nutzbaren Winkelbereich. Gleichfalls und entsprechend ist nur eine Aufnahmemaéagiichkeit fiir kleine Priflinge
vorhanden.

Als Ursache fiir die Aufnahmemaéglichkeit von nur klsinen Priiflingen bzw. Werkstiicken bei vorstehend beschriebenen
bskannten Einrichtungen wird die iiberwiegende Nutzung der der Oberflichenebene {in der der Rontgenstrahl wirksam wird)
entgegengesetzten bzw. der seitlichen Flachen des Priflings baw. des Werkstiicks bei deren Fixierung gesehen. Damitsind auch
zusétzliche MaRnabhmien (Fihrungen) erforderlich, um in Abhiangigkeit von der jeweiligen Priflings- baw. Werkstiickhohe den
Punki der Oberflichenebene, in dem der Réntgenstrahl wirksam wird, in Flucht zur Diffraktometer- {und Kipp-} Achse zu bringen.
Gemaf DD-PS 227 252 ist zwar ein Probentréger fiir Rontgendiffraktometer bekannt, der bei entsprechendem
{baukastenmaBigen) Zusammenbau auch die Aufnahme groRerer Priiflinge/Werkstiicke gestattet. Damitist jadach eine Kippung
des Priiflings nach dem y-Verfahren nicht durchfiihrbar, da eine entsprechende Einstell- und Kippmadglichkeit nicht vorgesehen
ist.

Es ist weiterhin bekannt, zur réntgenographischen Untersuchung 7on GroBbauteilen mobile, sogenannte mittelpunktsfreie
Diffraktometer einzusetzen (H. Christian, F. X.Elfinger ., Mobile Diffraktometer-Einrichtungen”, HTM-Beiheft, S.28-34). Diese
Geréte unterscheiden sich jedoch erheblich von stationsren Geriten fiir den Laborbetrieb, entsprechend ihrer abweichenden
Aufgabenstellung.

Ziel der Erfindung

Esist Ziel der Erfindung, eine mechanisch und fertigungstechnisch wenig aufwendige Aufnahmemaéglichkeit fiir groRere
Werkstiicke bzw. Priflinge in stationéren Diffraktometern bei der réntgenographischen Strukturuntersuchung bzw.
Spannungsermittlung anzugeben, wobei eine Zerstorung/Beschédigung baw. spannungsmaRige Beeinflussung des
Werkstickes durch Probennahme vermieden ist.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einrichtung zur Aufnahme von Werkstiicken bzw. Priflingen mit groReren Dimensionenin
stationéren Diffraktometern zur réntgenographischen Strukturuntersuchung, insbescndere zur Ermittlung von Spannungen
und/oder Elastizitatskonstanten, unter Verwendung des {-Verfahrens, wobei eine Kippachse rechtwinklig zur
Difiraktometerachse in der vom Rontgenprimér- und -sekundirstrahl aufgespannten Strahlenebene sowie in der
Oberflachenebene von Werkstiick bzw. Priifling, in der der Réntgenstrahl wirksam wird, verlauft, mit einem Aufnahmeelement
fir Werkstiick baw. Priifling, zu schaffen, wobei das Aufnahmeelement sowoh! eine Kippung nach dem -Verfahren von
Werkstiick bzw. Prifiing als auch dessen Aufnat.n.z bzw. Fixierung unter Nutzung der Oberflichenebene des Werkstiicks, in der
der Réntgenstrahl wirksam wird, erméglicht.
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Erfindungsgemaf wird die Aufgabe dadurch geldst, daB das Aufnahmeelement plattenférmig mit einem Durhbruch fiir
Réntgenprimir- und -sekundarstrahl ausgebildet ist und mit einer Anlageflache fir die Anlage der Oberflichr:nebene von
Werkstiick bzw. Prifling, in der der Rontgenstrahl wirksam wird, versehen ist, welche Anlageflache sich auf der dem
Réntgenprimér- und -sekundérstrahl abgewandten Seite des Aufnahmeelements befindet, wobei das Aufnahmeelement um
den Kippwinkal W kipp- und in der jeweiligen Winkelstellung feststellbar ist, die Kippachse in der Anlageflache verlauft und das
Aufrahmeelement eine der Anlagefliche zugeordnete Fixiereinrichtung fiir Werkstiick bzw. Prifling aufweist.

In einer zweckmaBigen Ausgestaltungsvariante, mit der Messungen unter verschiedenen Winkelstellungen beziiglich des
Drehwinkels ¢ des Werkstiickes/Priflings durchfihrbar sind, istim plattenférmigen Aufnahmeelement eine Drshscheibe dreh-
und feststellbar gelagert, deren Drehachse dem Lot auf dam Oberflachenpunkt entspricht, in dem der Rontgenstrahl wirksarn
wird, und deren dem Rontgenprimar- und -sekundarstrahl abgewandte Fliiche die Anlageflache bildet und mit dem urchbruch
versehen ist.

Inweiterer Ausgestaltung weist das Aufnahmeelementin Flucht zur Kippachse seitlich je einen Lagerzapfen auf, welche beide in
einem Gehéuse gelagert sind, das auf dem Arbeitstisch des Diffraktometers, koaxial zur Diffraktometerachse drehimitnehmend
befestigbar ist.

Das Aufnahimeelement ist relativ zum Gehause stufig oder stutenlos kipp- und in der jeweiligen Winke!stellung feststellbar.
Zwecks Einstellbarkeit des Aufnahmeelements in selektiven Winkelste!lungen istim Aufnahmeelement seitlich eine
federbelastete Indexkugel angeordnet, welche in auf einem Kreisbogen konzentrisch zur Kippachse angeordnete
Indexbohrungen des Gehéuses einrastbar ist.

Das Werkstiick bzw. der Prifling sind an der Anlagafliche des Aufnahmeelements bzw. der Drehscheibe kraft- und/oder
formschlissig fixierbar.

In einer zweckmiigen Variante ist das Aufnahmeelement bzw. die Drehscheibe als elektro- oder permanentmagnetische
Spannplatte fiir die Fixierung ferromagnetischer Werkstiicke oder Priiflinge oder Prisflingshalter ausgebildet, deren
Wirkungsflache die Anlagefliche ist.

In einer weiteren Variante sind im Aufnahmeelement bzw. in der Drehscheibe Bohrungen und Kanale vorgesehen, die in der
Anlagefliche miinden und andererseits {iber eine Steuervorrichtung mit einem Unterdruckerzeuger verbunden sind, zwecks
Vakuumhalterung von Werkstick oder Priifling oder Priiflingshalter.

Ausfiihrungsbeispiel
Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren Ausfiihrungsbeispislen niher erliutert. In der zugehorigen Zeichnung zeigen:

Fig.1: die vereinfachte rdumliche Darstellung eines plattenférmigen Aufnahmeelements in einer um einen Kippwinkel
gekippten Stellung,

Fig.2: die Vorderansicht einer erfindungsgeméRen Einrichtung,

Fig.3: den Schnitt nach Linie Ili-Ill in Fig.2,

Fig.4: eine Schnittdarstellung des plattenfdrmigen Aufnahmeelements analog zu Fig.3 in einer Ausflihrungsform mit
Drehscheibe und verschiedenen Varianten der Werkstiickfixierung,

Fig.5: die halbgeschnittene Vorderansicht zu Fig. 4.

GemiB Fig. 1 weist ein stationares Diffraktometer einen horizontalen Arbeitstisch 1 auf, wodurch eine Diffraktometerachse 2
senkrecht verlaufend bestimmt ist. Aus einer nicht dargestsliten Réntgenstrahlquelle wird ein Réntgenprimarstrahl 3
ausgesandt, welcher —wie bekannt - von einer Schar (h, k, 1) von Kristallgitterebenen (in Fig. 1 ist bei 6.1 der Schnitt durch einen
Kristall von Werkstiick bzw. Prifling 6 stark vergroBert angedsutet), die unter einem Kippwinkel i zur Oberflache liegen, nach
dem BRAGGschen Reflexionsgesetz als Rontgensekundarstrahl 4 reflektiert wird. Dieser wird on einem nicht dargesteliten
Strahlenempféanger aufgefangen. Dabei sind, wie bekannt, Rdntgenstrahlqueile und Strahlenerapfinger am Umfang eines nicht
gezeichneten, jedoch horizontal liegenden Diffraktometerkreises verstellbar angeordnet. Réntgenprimaérstrahl 3und
Réntgensekundarstrahl 4 spannen eine horizontale Strahlenebene 5 auf, welche die Diffraktometerachse 2 durchdringt und
oberhalb des Arbeitstisches 1liegt.

Die Einrichtung zur Aufnahme eines Werkstiickes oder Priiflings 6 (in Fig. 1 gestrichelt, sonst strichpunktiert gezeichnet) basteht
im wesentlichen aus einem plattenférmigen Aufnahmeelement 7. Dieses weist eine Anlageflédche 8 fiir die Anlage der
Oberflachenebene von Werkstiick bzw. Prifling 6 auf, in der der Réntgenprimérstrahl 3 wirksam wird. DemgemaR ist die
Anlagefliche 8 der Riickseite des Aufnahmeelementes 7 zugeordnet, d.h. der dem Rontgenprimarstrahl 3 und
Réntgensekundérstrahl 4 abgewandten Seite. Fiir die Gewahrleistung des Durchtritts des Rontgenstrahls 3 ist das
Aufnahmeelament 7 mit einem Durchbruch 9 {in Fig. 1 nicht gezeichnet) versehen.

Das Aufnahmeelement 7 ist zwecks Einstellung verschiedener Kippwinkel Y um eine horizontal verlaufende Kippachse 10
verkipp- undin der jeweiligen Winkelstellung feststelibar. Fig. 1 zeigt das um einen Kippwinkel i verkippte Aufnahmeelement 7
mit der Anlageflache 8 und deren Stellung 8.1 in der Ausgangslage bei tp = 0 (strichpunktiert).

Die Anordnung der Kippachse 10 ist so getroffen, daR sie zunachst die Diffraktomsterachse 2 in dem Punkt schneidet, in dem die
aus Rontgenprimarstrahl 3 und -sekundérstrahl 4 gebildete Strahlenebene 5 die Diffraktometerachse 2 durchdringt. Auerdem
verlauft siein der Anlageflache 8, so daf bei unterschiedlichen Kippwinkelstellungen die Aufnahmegeometrie beim Priifvorgang
unverandert bleibt.

Durch diese erfindungsgeméRe Anordnung von Aufnahmeelement 7 und Anlageflache 8 ist die Aufnahme von Werkstiicken
baw. Priiflingen 6 mit groReren Dimensionen méglich. Instesondere kann Werkstiick/Prufling 6 eine erhabliche Hohe iiber der
Anlagefliche 8 aufweisen, wéhrend die Seitenlangen durch die MaRe der Anlagefidche 8 nur ndherungsweise begrenzt sind
{was ggf. abhangig ist von der gewahiten Konstruktion der Fixiereinrichtung fir Werkstiick bzw. Priifling 6 ~in Fig. 1 nicht
dargestelit).
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Eine Behinderung ist bri Einstellung verschiedenar Kippwinke! g nicht zu befiirchten; Werkstiick bzw. Prifling 6 befindet sich
immer im freien Hal%raum des Diffraktometers, dem Réntgenprimirstrahl 3 und -sekundarstrahl 4 abgewandt.

Zusétzliche Fihrungen zwecks Einstellung des Punktes der Oberflichenebene von Werksttick/Prifling 6, in dem der
Rontgenprimérstrahl 3 wirksam wird, in Flucht zur Diffraktometerachse 2 sind nicht ecforderlich.

Vorstehonde vorteilhafte raumliche Verhiltnisse gestatten auch, dem Aufnahmeelement 7 (bzw. der Drehscheibe 20 gemaR
Fig.4, 5) eine Belastungseinrichtung zur definierten Beanspruchung des Werkstiicks/Priiflings 6 wihrend des MeR-/
Prifvorganges zuzvordnen.

InFig.2und 3sind eine einfache Einrichtung gemaR der Erfindung dargestellt. Das sich in der Ausgangslage beiy = Obefindliche
Aufnahmeelement 7 ist eine rechteckige Platte mit einem angeschragten rechteckigen Durchbruch 9 fir den Durchtritt des
Rontgenstrahis 3. In Flucht zur Kippachse 10 weist das Aufnahmeelement 7 seitlich je einen Lagerzapfen 11 auf. Beide sind in
einem U-férmigen Gehéuse 12 gelagert, welches mit Hiife eines Zapfens 13und eines Mitnehmers 14 auf dem Arbeitstisch 1 des
Diffraktometers drehmitnehmend befestigt ist. Zwecks Einstellung von selektiven Winkelsteilungen des Kippwinkels { istim
plattenférmigen Aufnahmeelement 7 (Fig. 2} seitlich eine federbelastete Indexkugel 15 aufgenommen. Eine segmentférmige
Erweiterung des Gehauses 12 weist auf einem entsprechenden Kreisbogen um die Kippachse 10 mehrere Indexbohrungen 16
fir das Einrasten der Indexkugel 15 auf.

Die Einrichtung zur Fixierung von Werkstiick/Priifling 6 an der Anlagefliache 8 des Aufnahmeelements 7 besteht im ersten
Ausfihrungsbeispiel gem. Fig. 2 und 3 aus zwei Spannschrauben 17 mit Mutterr 18 und einer Spannpratze 19.

Beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel (Fig.4 und 5} ist dem Aufnahmeelement 7.1 eine Drehscheibe 20 zugeordnet. Digse istim
Autnahmeelement 7.1 dreh- und feststelibar gelagert, wobei die Drehachse 21 lotrecht zur Anlagefléche 8, in der Vertikalebene
rechtwirilig zur Diffraktometerachse 2 und in der Horizontalebene rechtwinklig zur Kippachse 10 verlauft.

Die dem :éntgenstrahl 3 abgewandte Flache der Drehscieibe 20 bildet die Anlageflache 8.2 fir Werkztiick/Prifling 6. Der
Durchbruch 9fiir den Réntgenstrahl 3 istin diesem Fall kreis- baw. kreiskegelformig gestaltet.

Diese Anordnung gestattet die réntgenographische Untersuchung von Werkstiicken/Priiflingen 6, wobei sowohl verschiedene
Kippwinke! y einstellbar, als auch verschiedene Verdrahungen von Werkstick/Priifling 6 um den Drehwinkel ¢ wahlbar sind.
Dazuistim Ausfiihrungsbeispiel {untere Halfte von Fig. 4, 5) die Drehscheibe 20 mit einer Schneckenradverzahnung versehen, in
die eine Schnecke 22 eingreift, deren Schneckenwelle 23 mit einem manuellen oder Servoantrieb verbunden ist. Eine am Rand
der Drehscheibe 20 vorgesehene Winkelgradeinteilung (nicht gezeichnet) dient in Verbindung mit eirem Nonius 24 der genauen
Einstellung des jeweiligen Drehwinkels ¢.

In Fig.4 sind zwei Varianten der Fixierung von Werkstiick/Prifling 6 dargestelit. Die obere Halfte zeigt eine Vakuumhalterung,
wobei ein Unterdruckerzeuger (iber eine Steuervorrichtung mit einer auBermittigen Bohrung in sinem Lagerzapfen 11
verbunden ist, welche in einems Ringkanal 25 der Drehscheibe 20 miindet. *Jom Ringkanal 25 ausgehende Bohrungen sind mit
Kandlen in der Anlageflache 8.2 verbunden, so daB ein anliegendes Werkstiick 6 sicher haltbar ist.

GemaR der zweiten Variante (untere Hilfte in Fig.4) istdie Drehscheibe 20 mit schaltbaren Elextroinagneten 26 versehen, so daf}
eine magnetische Spannplatte fir die Fixierung von ferromagnetischen Werkstiicken/Praflingen 6 oder Priiflingshaltern
entsteht. Die Wirkungsflache der magnetischen Spannplatte ist die Anlagefiiche 8.2, da die Elektromagnete 26 in diese Fliche
miinden.

Beide Varianten sind in Verbindung mit der Verwendung einer Drehscheibe 20 und deren etwas eingeschrédnkten Groe der
Anlagefliche 8.2 fir die Fixierung von Werkstiick/Priiflirg 6 besonders vorteilhaft, weil kein zusitzlicher Flichenbedarf far
Befestigungselemente besteht.
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